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Parametry techniczne:

Urzadzenie umozliwia badania technika Elektrochemicznej Spektroskopii Impedancyjnej (EIS) w
zakresie czgstotliwo$ci nie mniejszej niz od 10 pHz do 1 MHz z rozdzielczo$cia nie gorsza niz 0.003
% oraz z oprogramowaniem umozliwiajacym w sposOb prosty sterowanie pomiarem wraz ze
sterowaniem wirujagcymi elektrodami typu RDE oraz RRDE, za pomoca oprorogramowania
posiadajacegi mozliwo$¢ zapamig¢tywania wynikow pomiarow 1 sekwencji pomiarowych z
mozliwoscig prezentacji (wizualizacji) graficznej pomiardw w czasie rzeczywistym lub w przypadku
bardzo szybkich pomiarow bezposrednio po =zakonczeniu pomiaru, jak réwniez zawiera
oprogramowanie umozliwiajace analiz¢ danych impedancyjnych (NOVA, FRA);

Prezentacja danych impedancyjnych obejmuje wykresy Nyquista, Bodego, admitancji, Mott-
Schottky’ego.  Oprogramowanie NOVA 1 GPES umozliwiaja wykorzystanie technik
potencjostatycznych oraz galwanostatycznych, chronowoltamperometrii liniowej (LSV), cyklicznej
(CV oraz CSV), chronoamperometrii, chronokulometrii, chronopotencjometrii, metod impulsowych
(NPV, RPV, RNPV, sqarwave), oraz pomiarow korozyjnych (potencjostatycznych,
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Elektrochemiczny Mikroskop ze Skanujaca Sonda (EC-SPM)

potencjodynamicznych, galwanostatycznych, galwanodynamicznych, potencjatu korozyjnego,
analizy Tafela) i innych.

e Oprogramowanie do analizy danych impedancyjnych NOVA/FRA umozliwiaja symulacje obwodow
zastepczych wraz z mozliwoscia dopasowywania parametrow obwodow do danych
doswiadczalnych;

e Warunki licencyjne dla dostarczonego oprogramowania umozliwiaja na wykorzystanie
oprogramowanie rowniez w badaniach prowadzonych komercyjnie (w ZLB) i bezptatng aktualizacje
w okresie gwarancyjnym;

e urzadzenie umozliwia prace w ukltadzie, z co najmniej dwu, troj- oraz czteroelektrodowym ukladem
pomiarowym, rowniez jako bipotencjostat z mozliwoscig zasilania wirujacej elektrody z
pierscieniem (pomiar z co najmniej dwoma niezaleznymi elektrodami pracujacymi i mozliwos$cia
skanowania potencjalowego jednej z elektrod).

e prad maksymalny urzadzenia jest w zakresie : -2 A do 2 A,

e napigcie maksymalne migdzy elektroda pracujaca i przeciwelektroda w zakresie -30V do 30V.

e urzadzenie posiada funkcje¢ automatycznego przelgczania zakresoéw pradowych w trakcie pomiarow
(9 zakresow pomiarowych),

e catkowity zakres pomiaru pradu jest nie mniejszy niz: 10nA-1A, doktadno$¢ pomiaru pradu, co
najmniej + 0.2% zakresu pradu, rozdzielczo$¢ co najmniej 0.0003 % zakresu dla zakresow powyzej
10nA);

e urzadzenie posiada analogowy integrator ze stalymi czasowymi, co najmniej 0.01s,0.1soraz 1 s.
impedancja wej$ciowa elektrometru jest wicksza od 1TQ,

e zakres pracy elektrody badanej jest nie mniejszy niz -10 V do +10V (z rozdzielczoscig ok. 150uV,
doktadnoscig +/- 2mV);

e maksymalna szybko$¢ narastania napigcia wigksza niz: 200 V/s (co najmniej 100mV/s z aktywna
korekcja);

e pasmo przenoszenia: >1 MHz dla potencjostatu oraz >4 MHz dla elektrometru;

o metody kompensacji iR: Cl (Current Interrupt), PF (Positive Feedback) oraz dynamiczna korekcja
iR.

e interfejs taczacy zestaw z komputerem sterujagcym: USB;

e mozliwo$¢ synchronicznego pomiaru dowolnych sygnatéw analogowych (+/-10V) w tym mozliwos¢
poditaczenia mikrowagi kwarcowej UELKO (synchroniczne wejscie sygnalu analogowego +/-10V
wykorzystywane przez oprogramowanie potencjostatu/galwanostatu);

e wyposazenie do techniki EHIS (ElectroHydrodynamic Impedance Spectroscopy) z elektroda
wirujgca sterowang za pomoca oprogramowania urzadzenia EIS (RDE/RRDE firmy PINE) .

e reaktory szklane do pomiarow EIS:

e sterowanie i akwizycja danych przy uzyciu komputera osobistego typu PC z monitorem (mozliwos¢
kolorowych wydrukéw z drukarkg laserows)

e urzadzenie posiada procedure certyfikacji polegajaca na potwierdzeniu, ze urzadzenie ma
deklarowane parametry techniczne (w tym zachowana liniowo$¢ w trybie galwanostatu i
potencjostatu) w oparciu o certyfikowany multimetr i certyfikowane naczynko zastepcze (nowe
urzadzenie zostato dostarczone z certyfikatem jakosci);

e urzadzenie zawiera¢ niezbgdne okablowanie; zasilanie 230 V, 50Hz;
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